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(57)摘要

本发明提供一种单MCU通讯的芯片校验方

法、耗材芯片和可读存储介质，包括：控制单元输

出与两芯片数据的地址码的最低位，两芯片数据

的地址码异或运算并得到异或地址码；如异或地

址码的最低位为1，则控制单元输出为0的信号，

否则控制单元输出与地址码的补码的最低位；在

异或地址码的最低位为1时，将控制单元接收到

的选择信号分别与第一地址码的最低位、第二地

址码的最低位匹配；如选择信号与第一地址码的

最低位匹配，则选中第一芯片数据，控制单元输

出第一芯片数据；如选择信号与第二地址码的最

低位匹配，则选中第二芯片数据，控制单元输出

第二芯片数据。本案采用单个MCU仿真两颗芯片

的通讯校验，可有效降低成本。
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1.一种单MCU通讯的芯片校验方法，位于芯片线路板上的控制单元具有一个只读存储

器，其特征在于：

所述只读存储器存储有第一芯片数据和第二芯片数据；

所述芯片校验方法包括：

所述第一芯片数据的第一地址码和所述第二芯片数据的第二地址码与运算并得到与

地址码，所述控制单元输出所述与地址码的最低位；

所述第一地址码和所述第二地址码异或运算并得到异或地址码；

如所述异或地址码的最低位为1，则所述控制单元输出为0的信号，否则所述控制单元

输出所述与地址码的补码的最低位；

在所述异或地址码的最低位为1时，将所述控制单元接收到的选择信号分别与所述第

一地址码的最低位、所述第二地址码的最低位匹配；

如所述选择信号与所述第一地址码的最低位匹配，则选中所述第一芯片数据，所述控

制单元输出所述第一芯片数据；

如所述选择信号与所述第二地址码的最低位匹配，则选中所述第二芯片数据，所述控

制单元输出所述第二芯片数据。

2.根据权利要求1所述的芯片校验方法，其特征在于：

所述控制单元输出所述第一芯片数据的步骤包括：

所述控制单元输出所述第一芯片数据；

所述控制单元输出所述第一芯片数据的补码；

所述控制单元经过读时隙。

3.根据权利要求1所述的芯片校验方法，其特征在于：

所述控制单元输出所述第二芯片数据的步骤包括：

所述控制单元输出所述第二芯片数据；

所述控制单元输出所述第二芯片数据的补码；

所述控制单元经过读时隙。

4.根据权利要求1至3任一项所述的芯片校验方法，其特征在于：

在所述异或地址码的最低位为0时，所述控制单元依次输出所述第一芯片数据和所述

第二芯片数据。

5.耗材芯片，包括芯片线路板和控制单元，所述控制单元位于所述芯片线路板上，所述

控制单元具有一个只读存储器；

其特征在于：

所述控制单元用于执行所述只读存储器中存储的计算机程序时实现如权利要求1至4

任一项所述芯片校验方法的步骤。

6.计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于：所述计算机程序被控制

单元执行时实现如权利要求1至4任一项所述芯片校验方法的步骤。
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一种单MCU通讯的芯片校验方法、耗材芯片和可读存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及耗材芯片领域，尤其设计一种单MCU通讯的芯片校验方法、耗材芯片和

可读存储介质。

背景技术

[0002] 当前原装打印机耗材一般都有采用加密芯片来防止兼容耗材的使用，更有采用两

颗单总线芯片加密的方式，而兼容耗材芯片一般只能采用两个低功耗的MCU仿真替代，参见

图1。

[0003] 因此现有方案中采用两颗MCU替代两颗芯片，其无法更进一步地降低成本。

发明内容

[0004] 本发明的第一目的是提供一种单MCU通讯的芯片校验方法。

[0005] 本发明的第二目的是提供一种存储有芯片校验方法的耗材芯片。

[0006] 本发明的第三目的是提供一种存储有芯片校验方法的计算机可读存储介质。

[0007] 为了实现本发明第一目的，本发明提供一种单MCU通讯的芯片校验方法，位于芯片

线路板上的控制单元具有一个只读存储器，只读存储器存储有第一芯片数据和第二芯片数

据；芯片校验方法包括：第一芯片数据的第一地址码和第二芯片数据的第二地址码与运算

并得到与地址码，控制单元输出与地址码的最低位；第一地址码和第二地址码异或运算并

得到异或地址码；如异或地址码的最低位为1，则控制单元输出为0的信号，否则控制单元输

出与地址码的补码的最低位；在异或地址码的最低位为1时，将控制单元接收到的选择信号

分别与第一地址码的最低位、第二地址码的最低位匹配；如选择信号与第一地址码的最低

位匹配，则选中第一芯片数据，控制单元输出第一芯片数据；如选择信号与第二地址码的最

低位匹配，则选中第二芯片数据，控制单元输出第二芯片数据。

[0008] 更进一步的方案是，控制单元输出第一芯片数据的步骤包括：控制单元输出第一

芯片数据；控制单元输出第一芯片数据的补码；控制单元经过读时隙。

[0009] 更进一步的方案是，控制单元输出第二芯片数据的步骤包括：控制单元输出第二

芯片数据；控制单元输出第二芯片数据的补码；控制单元经过读时隙。

[0010] 更进一步的方案是，在异或地址码的最低位为0时，控制单元依次输出第一芯片数

据和第二芯片数据。

[0011] 为了实现本发明第二目的，本发明提供一种耗材芯片，包括芯片线路板和控制单

元，控制单元位于芯片线路板上，控制单元具有一个只读存储器；控制单元用于执行只读存

储器中存储的计算机程序时实现如上述方案的芯片校验方法的步骤。

[0012] 为了实现本发明第三目的，本发明提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计

算机程序，计算机程序被控制单元执行时实现如上述方案的芯片校验方法的步骤。

[0013] 由上述方案可见，通过采用单个控制模块来实现与主机之间的芯片校验方法步

骤，具体将单个控制模块设置在芯片线路板上，且单个控制模块内的存储器存储有第一芯
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片数据和第二芯片数据，通过输出与地址码、异或地址码以及相对应的补码，从而实现一个

控制单元模拟处理搜索两个芯片，利用第一地址码和第二地址码继而能够适配主机的验证

读取需求，因此能够配合完成芯片校验。本案仅采用单个控制单元存储两个芯片数据，可有

效降低成本。

附图说明

[0014] 图1是现有技术中耗材芯片与主机的连接示意图。

[0015] 图2是本发明耗材芯片实施例与主机的连接示意图。

[0016] 图3是本发明芯片校验方法实施例的流程图。

[0017] 以下结合附图及实施例对本发明作进一步说明。

具体实施方式

[0018] 芯片校验方法实施例：

[0019] 参照图2和图3，位于芯片线路板上的控制单元具有一个只读存储器，控制单元可

采用微控制单元(MCU)，只读存储器存储有第一芯片数据和第二芯片数据，第一芯片数据和

第二芯片数据是复制原装芯片的数据，并根据单总线协议，与主机交互通讯，主机为打印

机。

[0020] 采用该单MCU通讯的芯片校验方法包括，首先执行步骤S11，第一芯片数据ROM1的

第一地址码和第二芯片数据ROM2的第二地址码与运算并得到与地址码AND12，控制单元输

出与地址码AND12的最低位。

[0021] 以如下的ROM1和ROM2示例说明：

[0022] ROM1：2D(00101101)，9D，B3，96，21，00，00，FA；

[0023] ROM2：14(00010100)，B3，B3，35，08，00，00，BC；

[0024] AND12：04(00000100)，91，B3，14，00，00，00，B8；

[0025] XOR12：39(00111001)，2E，00，A3，29，00，00，46；

[0026] 因此在主机第一个读时隙，控制单元发送AND12的最低位(0)。

[0027] 随后执行步骤S12，第一地址码和第二地址码异或运算并得到异或地址码XOR12，

如异或地址码XOR12的最低位为1，则控制单元输出为0的信号，否则控制单元输出与地址码

AND12的补码的最低位。

[0028] 即在主机第二个读时隙，如果XOR12的位为1，则控制单元发送0，否则发送AND12的

补码。

[0029] 随后执行步骤S13，在异或地址码XOR12的最低位为1时，将控制单元接收到的选择

信号分别与第一地址码的最低位、第二地址码的最低位匹配。即在主机第三个写时隙，如果

控制单元接收到为0的选择信号时，其与ROM1地址码的最低位匹配，则主机选择了ROM1。如

果控制单元接收到为1的选择信号时，其与ROM2地址码的最低位匹配，则主机选择了ROM2。

[0030] 在选中了ROM2后，随后执行步骤S14，后续三个时隙为，控制单元输出第二芯片数

据ROM2，控制单元输出第二芯片数据ROM2的补码，控制单元经过读时隙。

[0031] 在选中了ROM1后，随后执行步骤S15，后续三个时隙为，控制单元输出第一芯片数

据ROM1，控制单元输出第一芯片数据ROM1的补码，控制单元经过读时隙。
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[0032] 当ROM1和ROM2的地址码与上述示例不同时，从而在异或地址码XOR12的最低位为0

时，则主机认为两个ROM都进行选中，继而控制单元依次输出第一芯片数据ROM1和第二芯片

数据ROM2。

[0033] 本案利用MCU作为从机处理搜索ROM1+ROM2的过程，并主机在接收到ROM的数据符

合定则的算法校验关系后，认可芯片认证通过，继而主机与耗材正常通讯，并配合耗材的驱

动实现打印。

[0034] 耗材芯片实施例：

[0035] 耗材芯片包括芯片线路板和控制单元，控制单元位于芯片线路板上，控制单元具

有一个只读存储器，控制单元用于执行只读存储器中存储的计算机程序时实现如上述方案

的芯片校验方法的步骤。

[0036] 计算机可读存储介质实施例：

[0037] 计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，计算机程序被控制单元执行时实

现如上述方案的芯片校验方法的步骤。

[0038] 另外，上述所称控制单元可以是中央处理单元(Central  ProcessingUnit，CPU)，

还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital  SignalProcessor，DSP)、专用集成电

路(Application  Specific  IntegratedCircuit，ASIC)、现成可编程门阵列(Field－

Programmable  Gate  Array，FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、

分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器

等。

[0039] 所述存储器可用于存储所述计算机程序和/或模块，所述处理器通过运行或执行

存储在所述存储器内的计算机程序和/或模块，以及调用存储在存储器内的数据，实现耗材

芯片的各种功能。所述存储器可主要包括存储程序区和存储数据区。

[0040] 所述计算机程序包括计算机程序代码，所述计算机程序代码可以为源代码形式、

对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括：能够携带所

述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储

器、只读存储器(ROM，Read－Only  Memory)、随机存取存储器(RAM，Random  Access 

Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。

[0041] 由上可见，通过采用单个控制模块来实现与主机之间的芯片校验方法步骤，具体

将单个控制模块设置在芯片线路板上，且单个控制模块内的存储器存储有第一芯片数据和

第二芯片数据，通过输出与地址码、异或地址码以及相对应的补码，从而实现一个控制单元

模拟处理搜索两个芯片，利用第一地址码和第二地址码继而能够适配主机的验证读取需

求，因此能够配合完成芯片校验。
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图1

图2
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图3
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